TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBU (SEM)
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Zeiss Gemini 300 model FieldEffect SEM iizerinde secondaryelectron (SE) ve back-scatteredelectron
(BSE) disinda daha diisiik hizlandirma voltajlarinda diisiik ¢alisma mesafesinde yiliksek ¢oziiniirliik
saglayan in-lens dedektorii, gecirimli modda ¢alisan STEM dedektorii  veelemental analiz imkan
sunan EDS dedektorleri bulunmaktadir. Yalitkan numunelerin goriintiilenebilmesi i¢in nanometre
diizeyinde altin kaplama altyapis1 mevcuttur.

SEM ile korelatif olarak calisabilen motorize tabanli optik mikroskop sayesinde bu mikroskopta alinan
goriintiilerin haritalandirilmasiyla koordinatlari belirlenen bdlge ayni numune tutucunun SEM’e
tasinmasiyla daha detayli incelenebilmektedir. Brightfield, darkfield ve CDIC modlar1 bulunan optik
mikroskop ile numuneler 5x, 10x, 20x ve 100x biiylitmelerde incelenebilmektedir.
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